
プローブ顕微鏡

走査型プローブ顕微鏡の出力処理方法
及び走査型プローブ顕微鏡
本発明は、走査型プローブ顕微鏡の代表ともいえる、原子
間力顕微鏡におけるカンチレバーのたわみ量（θ）と上下
微動量（z）の影響を測定出力から切り分ける方法を提供し、
測定結果の精度と信頼性を向上させる方法です。
 研究技術 
　原子間力顕微鏡は、先端の鋭利な探針を試料に接近あるいは接触させ、探針と試料の間に生じ
る力を測定することで試料表面の形状を原子レベルで計測する装置です。この探針はカンチレバー
という小さな梁の先端に位置しており、カンチレバーの先端付近にレーザー光が入射し、その反
射光はフォトディテクター上に到達しています。試料あるいは探針を水平方向に動かしながら、
探針と試料表面の間に働く原子間力によるカンチレバーのたわみの量をフォトディテクター上の
反射光のスポット位置の変化として測定します。そしてこのたわみ量を一定に保つべく、試料ま
たはカンチレバーの保持部を上下動させ、その軌跡をもって試料表面の形状を測定する仕組みと
なっています。
　本発明は、試料を固定し、カンチレバーの保持部を上下微動させて測定するタイプの原子間力
顕微鏡に関する発明です。このタイプの原子間力顕微鏡においては、カンチレバーの保持部を上
下動させると、フォトディテクター上に反射光のスポット位置が変化してしまうため、測定結果
の精度と信頼性に問題がありました。
　そこで、カンチレバーの保持部の上下微動によるフォトディテクター上のレーザー反射光のス
ポット位置変化と、たわみによるスポット位置変化を測定出力から切り分ける方法を発明しまし
た。これにより、測定結果の精度と信頼性の向上が期待できます。

　カンチレバーの先端に取り付けられた探針が、試料表面と微小な力で接触しています。このとき、
探針の接触によりカンチレバーにわずかなたわみが生じます。
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 従来技術の問題点 
　カンチレバーを上下微動させる方式の原子間力顕微鏡では、光検出手段状の反射光が、カンチ
レバーのたわみ量と上下微動量の影響を受けます。しかし、従来はカンチレバーのたわみ量と上
下微動量の影響を測定手段の出力から切り分けることができず測定結果の精度と信頼性に問題が
ありました。

 本発明の特長 
　カンチレバー保持部を上下微動させるタイプの原子間力顕微鏡において、簡易な方法でカンチ
レバーのたわみ量（θ）と上下微動量（z）の変化を測定出力から切り分ける方法を提供し、測定
結果の精度と信頼性を向上させるものです。

 実用の可能性 
　走査型プローブ顕微鏡は、ナノテクノロジーを代表する基盤技術の一つで、物質・材料・製品
の表面構造や物性の測定に活用されている重要なものです。本発明により、その測定結果の精度
と信頼性の向上が期待できます。
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